COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Modlflcatmn

n°1

Mai 1984
3 la

Publication 75

Spécification concernan

Guide pour 'util satio

A0

\/
thetis _quartz crystal
apter I:
apter Il
of synthetic quartz crystal

Le
document ont ét
des Six Mois.

Leg projets ‘de modtﬁcatwns, discutés par
le 'H:é d*Etudes n° 49, furent diffusés en
avril 1982 ‘pour approbation suivant la Régle
des {ix/Mots, sous forme de document 49(Bureau
Central)151.

-

prouvées suivant la Régle

The amendments contained in this- document

have been approved under the Six Months' Rul

The draft amendments, discussed by Tec

" nical Committee No. 49, were circulated f

approval under the Six Months' Rule in Apr
1982, as Document 49(Central Office)151,

P
e

1-
b
1

© CEI 1984 :
Droits de reproduction réservés — Copyright - all rights reserved


https://iecnorm.com/api/?name=f23d6e5aa00a37881e1246a2c303e44e



https://iecnorm.com/api/?name=f23d6e5aa00a37881e1246a2c303e44e

758 mod. 1 -2 - Copyright CEl 1984
Page 22
Apres le chapitre |, insérer le chapitre |ll suivant:
CHAPITRE Ill: SPECIFICATION POUR LE CRISTAL DE QUARTZ
SYNTHETHQUEPREEBAUCHE
12. |Domaine d'application
La présente spécification s'applique aux monocrista
tique .préébauché, destinés a la fabrication d'éle
pour la commande et le choix de la fréquence.
Les matiéres premiéeres pour le quartz
étre conformes aux valeurs normaliséey, les condit
tions et méthodes de mesure de la Publicat{o Cristal de
quartz synthétique, Chapitre |: Sp rgati le cristal de
quartz synthétique, Chapitrg N tsation du cristal de
quartz synthétique.
13.|Termes et définitions
13.] Quartz synth
Quartz, sy a les\faces X et Z ou Z' telles qu'elles ont
été obt@s ' : issansg”, ont été usinées planes et paralléles
par scia rodage, etc., pour répondre a des diment
sions et onye
13.2 Surfg
a préparée pour déterminer la planéité et |'orientation
préébauché par rapport a l'axe cristallographique
norm la~direction X.
14. |Valeurs normalisées
14.1 Tolérance sur les dimensions
Les écarts par rapport a la dimension spécifiée le long des axes X
et Z ou Z' doivent étre inférieurs a 0,2 mm (voir figure 8).
14.2 Planéité de la surface de référence

La surface de référence doit avoir une planéité a 0,2 mm prés ou
comme spécifié. La méthode d'évaluation des écarts de planéité de la
surface de référence par mesures en des points isolés a partir de la
face opposée (paralliélisme) devra étre utilisée avec précaution.


https://iecnorm.com/api/?name=f23d6e5aa00a37881e1246a2c303e44e

758 Amend. 1 -3 - Copyright I[EC 1984

Page 23

After Chapter Il insert the following Chapter |I!:

CHAPTER |Il: SPECIFICATION FOR LUMBERED

. Scope

intended for manufacturing piezoelectric elemée
and selection.

SYNTHETIC QUARTZ CRYSTAL

tals
trol

This specification relates to lumbered synthedti

~Raw materials for lumbered synthetic/qua a2l skall be in accord-
ance with the standard values, jrement d measuring methpds
in IEC Publlcatlon 758: Synthetic Q a Chépter |: Specification

bo the Use of Synthegtic

zoorysta) whose X and Z or Z' surfaces in the | as
beén processed flat and parallel by sawing,
meet a specified dimension and orientation

reference surface is a surface of the lumbered bar prepared to
respect to a crystallographic

144 Folerance—of—dimensions
Deviations from the specified dimensions along the X and Z or Z'
axes shall be less than 0.2 mm (see Figure 8).
14.2 Reference surface flatness

Reference surface shall be flat to within 0.2 mm or as specified.
Care should be exercised in the selection of the method of measure-
ment to isolate measures of reference surface deviations from those of
the opposite side (parallelism).
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14.3 Tolérance angulaire sur la surface de référence

La déviation angulaire de la surface de référence doit étre inférieure
a 15' par rapport a l'axe cristallographique spécifié (voir figure 9).

14.4 Excentricite du germe

15.
15.1

16.

16.1

16.2

16.3

Pagt

Apr

figure 10. La zone ombrée est |'espace fictif qui serait formé par deux
plans paralléles, perpendiculaires a l'axe Z ou Z'. La largeur de ceéttd
zone ombrée doit étre inférieure & 3,5 mm.

Exigences
Dimensions d'un quartz synthétique préébauché
_Les dimensions par rapport aux axes ou Z' doivent
étre spécifiées (voir figure 8).

Conditions de livraison

Dans le code de marquage d qua ynthétiques préébauchés, le
numéro du lot dg’croisgan : doit étre mentionné.

Les utilisate resevair dans un méme emballage les quan-
titées de gqua préébauché dont les dimensions le long
des axe@ éme type et proviennent du méme lof
de quart

Il est les quartz synthétiques préébauchés, lorsA
qu'ils san grande quantité, proviennent du méme lot.

2 31
s la figure 7, iMisérer les figures 8, 9 et 10.
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14.3 Angular tolerance of reference surface

Angular deviations of the reference surface shall be less than 15
from the specified crystallographic direction (see Figure 9).

14.4 Centrality of the seed

The seed shall be contained within the shaded area defined| in
Figure 10. The shaded area represents an imaginary space between
two parallel planes perpendicular to the Z or Z' 3 The "width of
the shaded area shall be less than 3.5 mm.

15. Requirements

15.1  Dimensions of lumbered synthetic quart

The dimensions along the X, Y ., orZ' axes shalll be
specified (see Figure 8).

16. Delivery conditions
To be implemented by agregement ke \_manufacturer and user.
16.1 3 rki s @ywbe ed synthetic quartz crystals, [the

receive in a single package a quantity of
pystals having similar dimensions along |the

e’ that when users are supplied with lumbdred
rystals in large quantities they be made from quartz

N

\fter_Figure 7 insert Figures 8, 9 and 10.
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Fig} 8b.- Germe pour grahde dimension X.
Large X-dimension seed.

Fig. 8.- Encombrements d'un quartz synthétique préébauché
et dimensions par rapport aux axes X, Y et Z.

Lumbered synthetic quartz crystal outline and
dimensions along X, Y and Z axes.
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Déviation angulaire de la
surface de référence de
1'axe Y ou Y'

The angular deviation of
[ _____the Teference surrace from

the Y or Y'-axis

Inférieure 3 15'»
Less than 15°'

(3
ae
‘ o .
e§9f g
Déviation angwlaire de 1§b ::

Inférieure & 15"
Less than 15'

041/84

Fig. 9.- Déviation angulaire de Ta surface de référence.
Angular deviation for reference surface.
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